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大容量アセンブルデータの干渉チェックは、現代の製造業における設計プロセスにおいて極めて重要な役割を

果たしています。特に、自動車や航空宇宙などの高度に複雑な製品設計において、デジタルモックアップ（DMU）

の活用が不可欠となる中、干渉チェックは設計品質の向上と生産効率の改善に寄与します。本稿では、干渉チ

ェックに関する最新の技術的アプローチと、大容量アセンブルデータの処理におけるオフセットを用いた接触

排除の意義について考察します。 

 

干渉チェックとは、デジタルモックアップ上で複数のコ

ンポーネントが互いに重なり合う、または物理的な干渉

を起こしているかを検出するプロセスを指します。この

プロセスは、設計の早期段階で潜在的な問題を特定し、

設計の修正や改良を迅速に行うための手段として広く

活用されています。特に、大規模なアセンブリを対象と

する場合には、膨大なデータ量と多様なコンポーネント

間の複雑な相互作用を効率的に処理することが求めら

れます。 

 

この課題に対して、CT Core Technologie Groupが提

供する 3D Evolutionの干渉チェック機能と Enterprise 

Data Manager（EDM）は、革新的な解決策を提供して

います。EDMはマルチプロセッサコンピューティング

技術を活用しており、近傍検索エンジンの最適化によ

り、非常に大きなアセンブリデータに対して効率的な計

算処理を可能にしています。また、統合された SQLデータベースを用いることで、干渉チェックの結果が正

確かつ迅速に処理され、3Dデータの正確な表現を通じて分析が行われます。 

 

特筆すべきは、差分干渉チェックの機能です。この技術は、初回の干渉チェックで得られた結果を基に、次回

以降の干渉チェックにおける計算負荷を大幅に軽減します。具体的には、以前に解析されたデータとの差分の

みを検出することで、処理時間の短縮とリソースの効率的な活用が可能となります。このアプローチにより、

特に設計変更が頻繁に発生するプロジェクトにおいて、干渉チェックがボトルネックとなることを回避し、設

計プロセス全体のスピードアップが実現されます。 

 

さらに、干渉チェックの精度向上と効率的なデータ処理を目的として、オフセット技術が採用されています。

オフセットとは、コンポーネント間に一定の間隔を設けることで、微小な接触や設計上の許容範囲内の干渉を

除外する手法を指します。この技術により、不必要な干渉判定を防ぎ、設計者が重要な干渉のみを迅速に特定

できるようになります。これにより、検出された干渉の信頼性が向上し、設計上の修正作業における無駄が削



減されます。 

 

欧州における 3D Evolutionおよび EDMの導入事例では、これらの技術の適用により 3Dデータの信頼性が大

幅に向上しました。具体的には、干渉チェックが完了した 3D図面（3DAモデル）の運用が可能となり、従来

の 2D図面に依存する設計プロセスから脱却しています。この変革により、設計の透明性と一貫性が確保され、

設計レビューの効率化と製品開発コストの削減が実現されています。 

 

総じて、大容量アセンブルデータの干渉チェックにおいては、高度な計算処理能力と差分干渉チェックの活用

が重要な要素です。また、オフセットを用いた接触排除技術の導入により、干渉チェックの精度と効率が飛躍

的に向上します。これらの技術的進歩により、設計プロセス全体の効率化と製品品質の向上が期待される一方

で、適切なツールとワークフローの選定がプロジェクトの成功に直結することを理解する必要があります。干

渉チェックは単なる設計工程の一部ではなく、製品の競争力を左右する重要な要素であり、今後もさらなる技

術革新が期待される分野です。 

 

   

 
 


